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STAGE DE FORMATION: Microscopie a force atomique

Objectifs

Permettre aux professionnels, utilisateurs ou futurs utilisateurs de microscopes a force
atomique de maitriser la caractérisation des surfaces et ou matériaux a petite échelle,
grace a des activités pratiques. Les stagiaires seront confrontés aux difficultés liées aux
divers modes de fonctionnement de la microscopie a force atomique et seront
sensibilisés a une utilisation adéquate du systeme, tant du point de vue de 'acquisition
de données qu’a leur interprétation et leur analyse.

La formation comprendra cours théoriques, travaux dirigés et travaux pratiques.

Possibilité de venir avec ses propres échantillons pour tests aprés les séances de TPs.

Programme
|

Théorie + travaux dirigés (jour 1, 8h30 — 16h30)

* Principe de la microscopie a force atomique
* Instrumentation

* Différents modes de caractérisation topographique
(contact, tapping, true non-contact)
* Quelques modes dérivés

e Artéfacts

Tarif de participation:

. . ) 2000 CHF TTC par participant
Formation pratique (jour 2 et 3, 8h30 — 16h30) pauses café et repas de midi inclus

Caractérisation topographique (mode contact, mode tapping
et true non-contact) de différents échantillons (CD,
microstructures, couches de polymeéres, nanoparticules)

* Mise en situation de manipulation technique et de silvia.schintke@heig-vd.ch
réglage d’un microscope a force atomique (pour narcis.fosso@heig-vd.ch
débutants)

* Choix du mode en fonction de I’échantillon
* Choix de la pointe
* Choix et optimisation des parameétres d’acquisition
* Mise en évidence des artéfacts
* Traitement des données
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Laboratory of Applied NanoSciences



